Journee Test & Mesure Agilent

Exposition de matériels de test et conférence sur les
oscilloscopes et l'intégrité du signal
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La matinée sera consacrée a une exposition sur les matériels
de test d’Agilent : oscilloscopes numériques et a signaux mixtes,
générateur de signaux et analyseur de spectre, générateur
de fonctions, générateur arbitraire//fonction/impulsion, analyseur
de puissance ainsi que tous ses nouveaux appareils de terrain.

L'aprés-midi sera dédiée aux solutions oscilloscopes et intégrité
du signal au cours d'une conférence technique qui vous fera
découvrir les différents aspects des mesures non intrusives.
Agilent vous fera découvrir également sa gamme d'oscilloscopes.

Agenda : le jeudi 2 avril 2009 de 9H30 a 17H
9h30 - 12h30 - Accueil café et Exposition des instruments de mesure
12h30 - 13h30 - Pause
13h30 - 15h00 - Exposition des instruments de mesure
15h00 - 17h00 - Présentation oscilloscopes et intégrité du signal.
- Mesures non intrusives, diagramme de l'oeil et analyse de gigue.

- Les familles d’oscilloscopes Agilent

17h00 - Fin du séminaire

Lieu : Amphithéatre FEMTO-ST (32 av de I'observatoire a Besang¢on)



